Les systemes meécatroniques embarqués — Tome 2

Analyse des causes de défaillances, modélisation, simulation et
optimisation
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Sommaire pertinent :

. Essais hautement accélérés associant température, vibrations et humidité
. Banc de vieillissement de transistors en conditions opérationnelles

. Analyse des défauts physiques des systemes mécatroniques

. Effet de défauts lacunaires dans les matériaux d’interconnexion

. Modélisation électromthermom mécanique de systémes mécatroniques

. Création de métamodéle

. Optimisation fiabiliste des systémes électroniques embarqués
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. Architecture haut rendement d’amplificateurs de puissance



